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Essai 04: Dépendance de la réactance capacitive XC de la fréquence f et de la capacité C.
Nom: 



But de l'essai:

Le but de l'essai est d'étudier comment la réactance capacitive XC change si on modifie la fréquence f ou la capacité.

Préparation:

Dessinez le circuit de mesure (= circuit avec toutes les sources et instruments de mesure).

Exécution:

1. XC=f(C)

a. Mesurez indirectement la réactance capacitive XC de plusieurs condensateurs différents à une fréquence de 1000Hz. Notez les valeurs mesurées et calculées dans un tableau de valeurs. Utilisez le multimètre Fluke pour mesurer la tension. Veillez à maximiser la précision de mesure en mesurant dans le dernier tiers de la plage de mesure.
b. Dessinez le graphique XC=f(C).

c. Décrivez comment la réactance capacitive XC dépend de la capacité C.

2. XC=f(f)

a. Mesurez indirectement la réactance inductive XC d'un condensateur à plusieurs fréquences entre 1000Hz et 5000Hz. Notez les valeurs mesurées et calculées dans un tableau de valeurs.

b. Dessinez le graphique XC=f(f).

c. Décrivez comment la réactance capacitive XC dépend de la fréquence f.
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